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Представлен оптический терморефлекторный метод измерения теплопроводности 
тонкопленочных материалов. Показана схема измерения образца и способ обработки 
экспериментальных данных для расчета теплопроводности изучаемой структуры. 
 
Теплопроводность – один из важных параметров материала. Он используется, например, для 
расчетов тепловых детекторов[1], систем теплообмена и др. В контексте детекторов 
оптического излучения, образцы сенсоров представляют собой нанометровые пленки 
металлов на диэлектрической подложке[2].  
Для измерения данных структур удобно использовать оптические способы измерения, так 
как: измерения происходят быстрее, данные методы являются неразрушающими и требуется 
минимальная обработка образца. К примеру, оптическими способы измерения 
теплопроводности являются терморефлекторные методы во временной[3] или частотной[4] 
области. Но для сборки установки для исследования таким способом требуется 
дорогостоящий лазер сверхкоротких импульсов и моторизированная линия задержки, 
которая усложняет юстировку установки. 
В данной работе предлагается новый терморефлекторный метод для измерения. В схеме 
установки используется два лазерных диода: один для измерения отраженного излучения от 
образца, второй – для нагрева области исследования[5]. Это более простой и дешевый 
вариант для измерения теплопроводности тонких образцов оптическими способами. 
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